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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 7440-8:2015 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 B 7440-8：2024 
 

製品の幾何特性仕様（GPS）－座標測定システム

（CMS）の受入検査及び定期検査－第 8 部： 

光学式距離センサ付き座標測定機 

Geometrical product specifications (GPS)-Acceptance and reverification 

tests for coordinate measuring systems (CMS)- 

Part 8: CMMs with optical distance sensors 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 1 版として発行された ISO 10360-8 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本産業規格である。この規格の旧版である JIS B 7440-8:2015 には，対応国際規格には規定されていない

規定項目が含まれていたが，それらの内容は新たに制定した JIS B 7440-12 及び JIS B 7440-13 へ移行した

ため，この規格から削除した。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

この規格は，製品の幾何特性仕様（GPS）規格の一つであり，GPS 基本規格（JIS B 0661 参照）として

取り扱う。この規格は，一般的な GPS マトリックスにおけるサイズ，距離，形状，姿勢，位置，及び振れ

に関する一連の規格のチェーンのリンク F に影響を与える。 

この規格と他の規格及び GPS マトリックスとの詳細な関係は，附属書 E を参照。 

この規格で規定する GPS マトリックスモデルは，GPS 規格体系の概要を示している。JIS B 0024 で規定

する GPS 規格の基本原則は，この規格にも適用する。また，JIS B 0641-1 による既定の判定基準は，特に

指示がない限り，この規格に従って作成された仕様に適用する。 

この規格の検査は，次に示す二つの技術的な目的をもつ。 

a) 光学式距離センサを使って，校正された検査長さの指示誤差を検査する。 

b) 光学式距離センサの誤差を検査する。 

この規格では，光学式距離センサを，次に示す二つの種類に分類する。 

－ 点測定センサ 

－ 面測定センサ［例えば，ポイントスキャン，ラインスキャン，しま（縞）投影］ 

これらの検査の効果は，それによって得られる測定結果が長さの単位であるメートルに対して直接トレ

ーサビリティが確保できること，及び長さに関する同様の測定を行った場合に，座標測定機の挙動につい

ての情報を得ることである。 


